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Ingénierie de surface de la couche barriere InAIN pour examiner les états de valence (BV, E;)
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Kinetic energy (eV) K. Ridier et al. Phys. Rev B 97 (2018) 035146.
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cuprvone | Caractérisations avancees HORIBA M PHOTOVOLTATQUE
Interactions couche de produits de corrosion d’objets du (1XPS K-Alpha* & 1GD-OES Profiler 2 implantés @ ILV/UVSQ)

Caractérisations chimiques en surface, en volume et aux

Compréhension du mécanisme de corrosion du fer en milieu

anoxique -> conservation (Industrie & objets du patrimoine) patrimoine en cuivre/traitements de protection organique

Analyse multi-technique et multi-echelle de la interfaces grace ala combinaison de 2 techniques
pénétration du traitement carboxylate analytic ues : la GD- OES et ’XPS

Meéethodologie d’analyse des sulfures de fer dans les
produits de corrosion
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Cartograph|es EDS GD OES XPS Restart of GD-OES

Sputtering analysis Sputtering
« Caractérisation chimique des cellules solaires :

Comprehension, contrble et optimisation depuis la conception
jusqu’au viellissement et au recyclage des composants
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 Deéveloppement du couplage GD-OES / XPS
Combiner les avantages de la rapidite d’érosion de la GD-OES et
I'analyse fine de composition et de la chimie de surface par XPS

Cartographie Auger Physico-chimie des fonds de crateres GD-OES .
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